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Disciplina: Técnicas de Caracteriza¢do de Materiais
Carga Horaria: 60h créditos:4

Ementa: Amostragem e Preparacdo de amostras. Espectrometria por fluorescéncia de
raios X (FRX), Difratometria de raios X (DRX), Microscopia eletrénica de varredura e
microanalise quimica (MEV e EDS), Técnicas de analises térmicas (DTA, DSC e TG),
Espectrometria por infravermelho (FTIR) e Determinacdo de tamanho de particulas
(DTP).
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